Zalacznik nr 2 do SIWZ RU/DW/182/11

Szczegélowy opis Przedmiotu Zamdéwienia

Czesé A:
Spektrofotometr Spectronic 200 lub rownowazny — 1 sztuka
(nr indeksu: W1/1000027838)

Jednowiazkowy spektrofotometr Vis z duzym kolorowym ekranem ciektokrystalicznym.
Standardowe mozliwosci: zdejmowanie i obrobka widm, pomiary przy statej dtugosci fali, analiza iloSciowa z
krzywymi kalibracji.

Parametry techniczne:

Detektor CCD 2048 .

Zakres dlugosci fali: 340-1000 nm

Szeroko$¢ spektralna szczeliny: 4 nm

Poziom $wiatta rozproszonego: <0.2%T @ 340nm
Zakres fotometryczny: -0.3 do 2.5 Abs
Doktadno$c¢ fotometryczna: + 0.01 Abs @ 0.3 Abs
Powtarzalno$¢ fotometryczna: £0.03 %T @ 50%T
Doktadnos¢ dtugosci fali: £2 nm

Powtarzalno$¢ dlugosci fali: =1 nm

Dodatkowe funkcje :

Kolorowy wyswietlacz LCD o przekatnej 8.6 cm.

Mozliwo$¢ pomiardow przy otwartej komorze pomiarowe;j.

Obudowa spektrometru odporna jest na dziatanie kwasow.

W aparacie umieszczone sa dwa wyjmowane statywy na kuwety 10 mm .

Maksymalna dtugo$¢ drogi optycznej: 100mm.

Aparat posiada dwa porty USB. Zapis danych i metod mozliwy jest takze na zewngtrznej pamigci USB.
100t. kuwet jednorazowych gratis.

Czes¢ B:

Zestaw spektrofotometryczny UV-VIS do pomiarow absorpcyjnych i dyfuzyjnych lub réwnowazne — 1
sztuka

(nr indeksu: W1/1000027361)

Spektrofotometr o nast¢pujacych minimalnych parametrach technicznych:
suktad optyczny dwuwiazkowy

*zrodta §wiatta lampa deuterowa i halogenowa

+zakres dt. falowej: co najmniej 190 -1100 nm

*doktadnos¢ dt. fali: 0.2 nm lub lepsza

spowtarzalno$¢ di. fali: 0.1 nm

sszerokos$¢ spektralna: 1,5 nm

*szybkos$¢ skanowania: regulowana co najmniej w zakresie 10 - 8000 nm/min
*szybko$¢ zmiany dlugosci fali nie mniejsza niz 12 000 nm/min

szakres pomiaru: co najmniej -2 do +3 ABS

*doktadnos¢ fotometryczna: 0.002 ABS (od 0 do 0.5 Abs)lub lepsza
*$wiatlo rozproszone: nie wigksze niz 0.04% przy 220 nm

spoziom szumoéw RMS: nie wyzszy niz 0.00006 ABS (0 Abs, 500nm)
sstabilnos¢ linii bazowej: nie gorsza niz +/- 0.0004 ABS/h
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ssterowanie z poziomu PC interfejs z taczem USB
*komora prob wymienna dwa uchwyty na kuwety prostokatne

Dodatkowo spektrofotometr musi by¢ wyposazony w:

sinterfejs z taczem USB do komputera PC,

*dwa uchwyty do kuwet prostokatnych do 10 mm

*dwa dodatkowe zestawy kuwet kwarcowych 1cm z pokrywka teflonowa.

Sfera catkujaca o minimalnych parametrach technicznych:

srednica kuli co najmniej 70mm

spoziom energii 2- 20 jednostek

spoziom szumu < 0.5 % przy standardowym pomiarze

srednica kuwety 20 mm lub mniejsza

*pole pomiarowe standardowo 5 x5 mm

*zakres pomiarowy nie mniejszy niz od 250nm do 1100nm

*$rednica pola pomiarowego nie wigksza niz 20mm

*sposob mocowania probki poziomy (mozliwos¢ pomiaru proszkéw bez koniecznosci ich ubijania Iub stosowania
okienek stabilizacyjnych, powodujacych znieksztatcenia sygnatu

Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do obstugi spektrofotometru.

Wymagania odno$nie zestawu komputerowego:

sprocesor 2.9 GHz, dwurdzeniowy

*‘RAM 3 GB

*System Windows 7, Pro, 32 bity lub réwnowazny

*monitor LCD 22, panoramiczny monitor DELL z ptaskim ekranem, z serii E — czarny E2210 lub réwnowazny
edrukarka laserowa kolorowa HP Color LaserJet Pro seria CP1025 lub rownowazna

Oprogramowanie pracujace w srodowisku Windows XP umozliwiajace:

1.analizag ilosciowa — Wykonywanie wlasnych krzywych kalibracyjnych,

2.pomiary widm ABS, %T w funkcji dtugosci falowe;,

3.pomiary w funkcji czasu — pomiary wolne oraz kinetyka ze skanem co 50 ms,
4.pomiary przy wybranych dlugos$ciach falowych,

5.petna obrobka danych m.in.: powigkszanie (zoom), naktadanie widm,

6.wybor ekstremow, obliczanie pochodnych, wygtadzanie itd., analiza widm, calosciowa obrobka pikow,
zarzadzanie plikami, tworzenie raportow,

7.funkcja wprowadzania i wyszukiwania danych

8.analiza statystyczna krzywych kalibracyjnych

9.testowanie aparatu — autodiagnostyka, kalibracja dtugosci fali )

10.program walidacyjny ( z modulem zgodnosci USP i EP, mozliwe wlasne ustawienia)
11.automatyczna identyfikacja i rejestracja przystawek zgodnie z GLP

Dodatkowe wymagania:

-instrukcje w jezyku polskim i angielskim,

- dwuetapowe szkolenie, ktére odbedzie sie po zainstalowaniu spektrofotometru w Zakladzie Krystalografii
Instytutu Chemii US przez pracownikow firmy dostarczajacej urzadzenie. Szkolenie bedzie obejmowaé w
pierwszym etapie podstawowa obstluge, przygotowanie probek, planowanie pomiaru, obroébke widm. W drugim
etapie szkolenie bedzie koncentrowalo sie na rejestracji widm zaleznych od czasu, postugiwaniu sie widmami w
formami pierwszej i drugiej pochodnej oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu pomiaréw temperaturowych. W
szkoleniu bedzie uczestniczylo 7 0s6b. Miejscem szkolenia bedzie Zaklad Krystalografii US.

-autoryzowany serwis gwarancyjny 24 m-ce,

-dostepnosc¢ czgéci zamiennych przez okres 10 lat
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